2011中国国际工业博览会科技论坛专题活动
研讨会题目：先进无机材料的多学科表征研讨会

 Characterization of advanced Inorganic Materials with different Methods
研讨会主办单位：上海市硅酸盐学会
研讨会时间：2011年11月3日下午1：30时
研讨会地址：上海定西路1295号中科院上海硅酸盐研究所4号楼14楼会议室
研讨会内容：

（1）报告人：日本大阪市立大学教授辻幸一（Kouichi TSUJI），报告题目：工业样品化学组成的三维X射线荧光光谱分析和成像（3D-XRF Analysis for Industrial Samples and Projection Type XRF Imaging）
    主要介绍三维共聚焦X射线荧光光谱在材料化学组成三维分布表征方面的应用、最新技术和仪器进展。
（2）报告人：上海第二工业大学城市建设与环境工程学院院长谢华清教授，报告题目：低维材料热物理性能表征（Measurement of the Thermophysical Properties of Low Dimensional Materials）。

主要介绍低维先进无机材料热物理性能的表征方法及其国内外进展、设备研制及其应用，特别是关于在纳米流体、纳米薄膜、碳纳米管和纳米颗粒制备、物性测试及应用等。
  （3）报告人：中国科学院上海硅酸盐研究所无机材料分析测试中心副主任许钫钫研究员。报告题目：透射电镜在材料研究中的应用(Application of TEM in Materials Science)。

主要介绍透射电镜在先进无机材料显微结构和形貌表征方面的最新技术及其应用。

注：

本次研讨会可免费参加，请参加的与会者预先登记，以便我会统计人数，
联系方式：电话／传真：52411108、52411107
          E-Mail: jjtian@mail.sic.ac.cn； scs@mail.sic.ac.cn
会议地址长宁路1295号，临近中山公园，交通有轻轨3号线和4号线；
地铁2号线；公交线路有：13、20、54、67、88、316、330、737、765、941路等。
